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岩石･鉱物分析用

直読､式分光分

析装置

で.はじめに

直読式分光分析装置は従来カントメｰタｰカシ

トレ:コｰダｰカントバックァトムカウンタｰガン

トレットなどの商品名で知られており主として金属

材料の分析に用いられてきた.その普及もめざましく

大工場の品質管理には不可欠の存在となっている.現

在わカミ国では約150台の装置が活躍している.

金属材料の場合と異なり珪酸塩岩石･鉱物のごとき

非金属材料の分野では試料淋粉末のためその適用に

は多くの技術的な困難カ三あることとさらに装置が高価

なため大資本の金属メｰカｰや研究投資額の大きい

原子力関係の分野のごとく容易に購入できないという

事情もあって研究も普及も遅れていた.

しかし珪酸塩岩石･鉱物セメントスラッグ各

種鉱石類工場中間物などの非金属材料の分野で直

読式分光分析装置をX線螢光分析装置と併用して主

成分～微量成分の分析に積極的に使用する計画がたてら

れ研究の進展にともない実用面がひらけてきたのは

世界的にここ数年のことである.

2.岩:百･鉱物分析への応用の現況

1963年8月ハンコックで行なわれた国連の地球化学

探鉱法のゼミナｰルには地質調査所の本島公司地球化

学課長が参加した｡その時と'くに分析装置部会を設

け珪酸塩岩石･鉱物有用資源などの化学分析を器

機を用いていかに能率と精度をあげて行ない得るがそ

の方法について活発な討論か行なわれた.その結果

資源探査の目的で多数の試料中の多元素を高性能に分

析可能な直読式分光分析装置を設置する重要性が強調さ

れ同時に各国の地質調査所あるいは類似の機関で岩

石･鉱物分析専用の直読式分光分筆置の試作計画のある

ことが発表された.一般に金属材料分析用の直読式分

光分析装置は通常20本前後の光電子増倍管を備えたも

のが多いのに対し岩石･鉱物分析用に計画された装置

のなかには40本におよぶ多数の光電子増倍管を備え

たものがあり一般に大型である点に注目すべきである.

これは岩石･鉱物試料中の多元素を積極的に分析しよ

うとする構想の表われとみることができる.

1966年現在岩石･鉱物分析用の専用装置はMyers

(米国地質調査所)Gov1ndarajuRoubault(フランス

安藤原･池田喜代治

ナンシｰ岩石学地球化学研究センタｰ)Maxwen(カ

ナダ地質調査所)Walker(オｰストラリア鉱物資源局)

BrotzenDanie1sson(スウェｰデン地質調査所)およ

び筆者らのわが国の地質調査所などで設置1されており

ここ数年の試作研究によって実用面でかなりの成功を

おさめてきた.

装置は主成分分析用主成分～微量成分の分析用

微量成分のみの分析用の三つに大別される.フラン

スのGOvindarajnらの装置は主成分分析カミ主体で微

量成分が副時的に若干組みこまれておりスウェｰデン

のBrot･enDanie1ssonおよび筆者らの装置は主成分

と微量成分の双方の分析を目的としている.これに対

し米国のMyersオｰストラリアのWa1kerらの装

置は微量成分の分析のみの専用装置である.試料の

発光励起の方法は能率をあげることを目的とする方法と

精度をあげることを目的とする方法に大別され試料の

前処理の方法もそれぞれ異なってくる.これらの方法

は現在各研究者によって探索試験段階のものも少なく

ないカミ次第に適用方法のイメｰジが形成されつつある.

この方法が実際面の適用にどの程度成功するかは今後の

進展にまたねばならないがその過程においてX線螢

光分析法との実用面における競争は興味のある課題とい

えよう.以下その現状を各国の装置や適用方法をもと

にして順次紹介してみよう.

3.直読式分光分析装置とは

直読式分光分析装置とはダイレクト･リｰダｰとい

う別名のごとく従来の写真法による発光スペクトル線

の検出手段を光電子増倍管に置き換えて直接記録また

は指示する装置である.従来の写真法では分光器の焦

点面に写真乾板またはフィルムを置き露光現像後に求

める元素のスペクトノレ線を求めその黒度をマイクロフ

オトメｰタｰで測定しさらに内標元素のスペクトル線

との黒皮の比を求めあらかじめ作成した検量線より定

量分析を行なう.直読法では分光器の焦点面に分

析する元素のスペクトノレ線位置に75/1000m㎜程度の幅

の出口スリットを置きその後部に光電子増倍管をセッ

トしてある､スペクトル線強度は光電流に変換され

定時間の光電流は回路中に置かれた積分コンデンサｰ

に蓄えられる.積分コンデンサｰ中の電荷を他の電気�
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量に変換して求めればスペクトル線強度に対応する量

が得られる.設定した内標元素との強度比も容易に直

接指示されるようにつくられている.結果の表示は各

装置によってそれぞれ異なり目盛板による表示記録

計によるアナログ記録数値放電管によるディジタル表

示ディジタル印字記録などがありさらにコンピュ

ｰタｰをつけて分析定量結果まで印字する装置がある.

直読式分光分析装置は同時に多元素を高性能に分析

できる点に特長カミある.金属メｰカｰの実用例をあげ

ると1目200試料(10～20成分/試料)定量成分総数

2000～4000(軽合金メｰカｰ)の分析カ可能である.

4.ペレット法による主成分分析

分光分析法による珪酸塩主成分の定量は従来の写真

法でも直流アｰク法を用いてじゆうぶん化学分析法に

匹適する精度で可能なことが知られている.Demen

���業�来�湮���敲副畢慵����

らの研究によるとその精度は研究者や定量元素によっ

ても異なるカミ変動係数で3～6%程度である.･写真

法を直読法にかえ直流アｰク法をスパｰク法にかえれ

ばさらに精度の向上は期待できる.

A.R工.(ApP1iedResearchLaborato工y)のHas1erら

は試料をフラックスと熔融し非結晶質のガラスにかえ

これを粉砕後グラファイト粉末と混合しプレスして

ペレットを作成し直読式分光分析装置で低圧スパｰ

ク法で分析し変動係数で3%程度という良好な結果を

得た.この方法はスラッグセメント珪酸塩岩石

ガラスなどの主成分分析に適用でき品質管理にも使

える可能性をもつものとして注目された.

表1スラッグ分析の精度分析Hasler

分析成分1化学分析結果･1標準偏差1変動係数

卩���ケ���
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Cエ20814.64土.322.2
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亘aslerらの方法はつぎの通りである.粉末試料(一100メ

ッシュ)0.5gを2gのフラックス(炭酸リチウム1g無

水捌酸1g)と混合しグラファイト坤塙中で100ぴC5分

熔融する.熔融は通常の電気炉で行なう.生成したガラス

状物質はグラファイト堵塙より冷却後に容易に取り脚せる.

熔融ガラスをフラッタｰ･モｰタｰで一100メッシュに粉砕

する.ガラス粉末0.5gとブリケット用グラファイトO.5g

を混合しブリケット成形機(A.R.L.)で800001bs/inch2

(5.6t/cm2)でプレスし1/2i㏄hφの円板状ペレットをつく

る.以上の操作の所要時間は約10分.このペレットを上極

としグラファイト棒電極を下極としマルチソｰスのオッシ

レイティングの放電(2μE50脚0Ω)を行なう.予備

放電3秒露光20秒内部標準Li4972.装置はA.R.L.

カントメｰタ}.

Has1erの方法では熔融を伴うペレット試料の作成操

作が必要である.Has1erをはじめ多くの研究者カミこ

のような面倒な試料の前処理なしで主成分分析が可能で

はないかとつぎのいくっかの方法を順次追試している

場合カミ多い.

a)試料粉末を適当匁バッファｰ剤と混合し有孔電極にその

まま充撰する

b)試料粉末を適当恋バッファｰ剤と混合後さらにぺ1ノット

光逆子増倍管

ロｰランド円出口

(D;1,5m)スリット

錨灘

鵜掌_.__

(R=図1直読式

���

分光分析装圏

の光学系コ

入射光鯛飾板ンパクト･ア

入口スリット
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図2:1ンバクト･アトムカウンタｰ構成因I

図3コンパクト･アトムカウンタｰ構成因皿�
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表2岩石主成分分析の変動係数(%)筆者らの実験例

平.竺:岬し岬･･･…岬…M…1･･･…1内部標準

圭�
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圭�
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図4

圭�

鎮の検量線

��

�獬敲

團功熔融サ/プル結果かばbつく

用グラファイトを混合し加圧してペレットとする

C)熔融後粉砕しペレット用グラファイトと混合後加圧し

てペレットとする上記のHaslerの方法である

a〉の方法では同種の試料を分析しても産地や試料

の履歴などが異なる場合は検量線が異なったりうまく

検量線の作成ができないこともある.しかし同種で同

履歴の試料を分析する場合はある程度可能である.銅

やモリブデンの酸化物を多量に加えてマトリックス効

果をおさえる方法もある.b)の方法のごとくこの

混合物をペレットにすると精度はかなり改善できる.

しかし分析試料の履歴構成鉱物の粒度結晶状態な

どの相異による影響をある程度以上には除去できない.

C)の方法に従え庫熔融操作によりほとんどあらゆ

る分析上の障害が除去されることが分る.つまり精度

の高い主成分分析を行なうにはHas1erの｡)の方法が

必要であることは多くの研究者の一致した結論である.

セメント製品のごとく粒度が細かくて定の熱処理を

うけたものはb)の方法である程度成功する場合も少

なくない.しかし天然の岩石のごとく多くの構成鉱

物の集合体の場合には熔融操作は不可欠である.精

度をやや落しても能率の良いa)b)の方法は地

球化学探鉱などの微量成分の分析には好都合である.

Has1erの方法はLamamaaGovindaraju大阪府立

工業奨励館の松本博士らによってさらに詳細に検討さ
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コンパクト･アトムカウンタｰ口=10

れた.筆者らの当地質調査所の装置はこれらの研究

結果をもとにして計画され珪酸塩岩石の主成分分析に

ついて検討の結果現在SiA1FeMnCaMg

TiNaの元素については･かなり良好な精度で分析可

能な段階に達した.

筆者らの用いている方法は次のとおりである.

岩石粉末試料(一100メッシュ)0.5gを2gのフラックス

(4醐酸リチウム60%4醐酸ストロンチウム30強酸化コバ

ルト10%スラッグ分析のためLiSrCoの三元素を内部

標準元素として使用できるよう特に作成したもの.Johnson

MattheyCo.製)と混合後グラファイト増.塙(外径1"φx

3/4"h内径3ん"φx弓く"h目立化成材質PD-11)に入れ

電気炉中で100ぴCで5分熔融する.熔融反応は5分で完了

し美しい紫色のビｰズとなる.熔融反応力茎終ると生成した熔

融ガラスは熱的にはかなり安定で100ぴCで30分力傲しても熱

損失鐙は0.07形にすぎ潅い.グラファイト堆禍は金属板上で

冷却させる.熔融ガラスビｰズは冷却後かるくたたくか

金属製のカギで引き出すと容易に取り脚せる.白金柑塙を用

いてもよいヵ三この場合は熔融直後に内容物を金属板上にあけ

るとよい1.ただし付済によるロスが大きいのでグラファ

イト培塙を用いる方カミよい.熔融ガラスはタングステン･

カｰバイト製のエリス･モｰタｰ(三菱金属製)でかるくたた

くことによりかなり微粉砕できる.ついでタングステン･カ

ｰバイド製の乳鉢でさらに仕上げ粉砕を行匁い200メッシュ

のステンレス製小型鋼1でふるう.タングステン･カｰバイド

製の粉砕機器を用いることにより鉄製粉砕機よりの鉄の混入

メノウ乳鉢よりの珪素などの混入の心配は全くない.ガラス

粉末(一望0⑪メッシュ)はブリケット用グラファイト粉末

(Natio鯛1Carbo頁SP-1CSP一夏)と等量0.5gづつタン

グステいカｰバイド製の混合カプセル中で5分間混合機

(SpexM1童搬r㎜i11イフ率稻ミクサｰ

ユ00

藁ル)で混合する.この場合の混合カ

プ滝ルの麗択は重要である.プ多スチ

ッタ鯉凄たはスチｰル製のカプセルで

は我ンダステン1カｰバイト製カプセル

数撤吹場合ほお良質のペレットができ

ず分析精度にも影響する.混合物は

ブリヨグッを成形機(細｡袋製ARむと同

じ)で魯C皇0001b§伽｡h望(5.6t/c㎜翌)10

秒狽圧しv聖"卒厚さ4節鰍のペンット

をつくる｡

赦融嫡庄スパｰダ30鮒O.0王6奴

⑭｡§鰍滋嚢孤h鵬遂.0A遂駄鮎煩､c､

ギャッヅ亭狐獺予備放髄3秒露光2C

秒内部標準Co姻67装置買求シャ

図5岩石主成分分析の検量練(筆者らの実験例)�
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コr製コンパクト･アトムカウンタロ

筆者らの検討によると内部標準線はLi4972Sr

3380C04867C03453の中C04867が良好でHasler

のマルチソｰスのオッシレイティングな放電条件より高

圧スパｰクの方が再現性がやや良く高圧スパｰクの条

件は筆者らが選んだしaunamaaに近い条件が良好であっ

た.放電中にペレットを回転させる回転電極法も試

みたが回転させない場合と精度はほとんど変らなかっ

図7タングステンカｰバイド製粉砕器具

図9ミグ妙一苦ミルイ寮勢鱗緑1

図11ペレットホルダｰ

図6熔融用のグラファイト坤禍(同立化成製)

ブ弓ケ㌢トヨダレ渓

狛簑竈鱗織工簿竃!葛醐葛めダ紗猟が珊縮

図工2ペレットホルダｰ2

図8輝合用カプセル

節3ペレットを発光スタンドに

とりつけ症ところ�
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た.ペレットの表面には成分的に内部とやや異なる薄

よびペレット作成上の誤差は変動係数で1%程度であ

る.

同一ペレジトでスパｰク法を適用し同時に多元素を

分析する場合Rは2000A以上のスペクトル線で獄良

好な感度のものがないため高含量以外の場合1cは適用

できずKはスペクトル線のスパｰク強度の低いため

あまり良好な結果が得られていない､GQ曲d貧r･ju

Roubaultらも筆脅と同仁員的の実験を行なりたが

NaKはフレｰム分析法を用いでい為苗

穣準試料機器分析では物理量の相対値を批較し

て分析を行なうのヤ標準試料が必要である.筆者ら

の用いた標準岩石試料は天然の岩石を化学分析した次の

9種類である.

ll;搭隻1撮り騨

CAASSyenitemck-1劣テダCAA警

以上の標準岩石試料で分析試料と同じ操作でペレット

を作成し発光させて検量線をつくる判ブランク･ペ

レットとS三02100%のペレットを同時紀作成してお

く.これらの標準ペレット紀よって花筒岩からダナ

イトにいたる総ゆる火成岩が分析でき篭､標準岩石試

料としては以上の他フ茅ンスナンシｰ岩宥学地球

化学研究センタｰC鋤娩細沢鵠e眠玉燭邊紺昭郷h㍍

ques磁G鋤嚇狐至亀鰯αN.灰.S.N鋤鮒発行のG貫

一一;華繁,一

図14標準岩石試料うしろ左からG-1概一至CAA驚⑳鮒鋤蜘

6ヨの米国地質調査所の新しい標準砦須識秘禽肪の鋤㈱以

っているのはフランスの標準岩石試料､

(Granite)GA(Granite)GR(Gエanite)BR(Base!)

タンガニイカ発行のT-1カミある.

5.チ田プ｡マ知ン法に.よる主成分分析

スウェｰデン地質調査所では岩石鉱物分析用の40元素

容量の直読式分光分析装慶を製作している.スウェｰ

デン地質調査所の方法の特長はDanie1ss㎝らの考案

したテｰプ･マシン法とIsoformati㎝と称する試

料の前処理法にあり精度の点ですぐれている.

デｰブ1亨シン法とは模式図に示したごとく試料

をフラックスと熔融後粉砕したガラス粉末をセロテｰ

プのような付着性をもつテｰプ1こ均一に付着させこれ

を連続的にスパｰク1ギャップに送る方法である｡試

料をフラックスと熔融して種埼の効果を除く点では前

記のH船室搬らのペレット法と同むである.だ花テｰ

プ･マシン法では絶克ず新しい粉末と放電を行なうので

再現性カミ改善されるという原理的なねらいカミある由

この方法は現在スウェｰデンの4つの研究所で実用

に供されている.さらにこの方法は最近フランスの

岩石学地球化学研究センタｰ(CentredeResearches

Pるtrog醐phiquesetG窪⑪出玉獺至卯磯αNR.S.N伽W)で

も賄沁塾u1tRocheGcマ泌d雛慧加らにより実用化され

良好な結果をえている古テｰプ1マシン装置はARL

で研究開発を行なったためこの方法を用いている各

機関の装置はいずれもA糺のカントメｰタｰであ

る咀

ス汐汲一ダン地質調査所のガ法は窒成分分析の場合は試

料をフ多ツ受スを1:20微鏡分析の場合は夏:堪紀濾含する右

フ茅ツ多スの組成は違棚酸リチウムL瀬仙6脇遂湖駿

黒ト類ソチ咳ムSrB毫C茅§.鍋茄酸化コパル昏Co鶉0323%

炭酸べ"汐ムO.05%駄登分析する場合はB畑仙を砺

を分析する場合はM柵を加克る､脇を分析する揚禽は他

の元素を内部標準とする膏潟合物は電気炉中(餐岬鮒菰触一

意触亘嚢童鮒泌OVen)で慧榊§分溶融する曲溶融濃度はダ多

馳養フ繋ン双ナンシｰ鎗筏挙地球他学研究をンタｰの直読式分光分

析鞍麓A.災､む.カントメｰタｰ�



一29一

ファイト堵蝸でMax.100ぴC白金神塙でMax.1200～

130ぴC.熔融ガラスは粉砕後テｰプ･マシンにかける.

主成分の定量精度は変動係数で1～2形.NaKはフレ

ｰム法で別に定量する.内部標準元素はBe.

フランスのRoubaultらは試料を醐酸B(0H)3炭酸リ

チウムLi.C03炭酸ストロンチウムSrC03で950.5分熔

融しコバルトを内部標準元素としてテｰプ･マシン法を適

用している.SiAlFeCaMgMnTiを定量する.

発光励起条件は980V50m亘12mF5Ω予備放電3

秒露光25～30秒NaとKはフレｰム法で別に定量する.

6.微鑑成分の分析

米国地質調査所では岩石･鉱物の分光分析を従来

の写真法に代わる直読法の採用によって能率と精度を

高める研究を数年前より行なっている.米国地質調査

所ではShapiroらが岩石の主成分は迅速化学分析法と

X線螢光分析法で満足すべき成果を得ており分析体

制ができているので前項で紹介したような主成分の定

量分析は最初から分析プログラムに入れていない.直

読式分光分析装置はあくまでも微量成分の半定量～

定量分析を高能率で行なうよう計画されそいる.Myers

カミ中心となり最初は少数元素より始め現在は約40元

素を分析するシステムの確立をみた.その大部分は未

公表であるがその概要はつぎのとおりである.

定量目的元素としてつぎの元素をあげている.この

中には多少実用性の疑間な元素も含まれている.

������慂����爀

�䙥�������乢�倀

��剥��卮卲�周�啖圀

奚�爀

装置はわが国ではあまり知られていないRCI(Rひ

searchandContro1InstmmentInc.)3mAOS型直読

式分光分析装置であり岩石･鉱物専用装置としては世

界で最大である.光電子増倍管の最大収容量は60本で

ある.

発光励起法はMyersBastonのグラファイト･

バッファｰを基本とする直流アｰク法がほぼそのまま

適用される.この方法では試料の前処理が簡単であり

図1617テｰプマシン装置外観図A.R.L､製品

精度ほやや落ちるが地球化学探鉱や地球化学の研究

のため多数の元素の分布状態をしらべるためにはきわめ

て有効である.もちろん直流アｰク法のみならず

スパｰク法その他の精度の高い発光方法や分析方法淋

適用できる.最初から微量成分の定量を目的としてい

るので分析結果の表示も2府で実用上は十分である.

分析結果はディジタル･ボノレドメｰタｰで表示されタ

イフ印字される.さらに定量値はパンチカｰドに2桁

の数値に打ち抜かれて保存される.直読式分光分析装

置のごとく高性能の装置を用いて研究を行なう場合

非常に膨大な定量結果が集積される.結果の解析を有

効に行なうためには統計的処理の容易に行なえるパン

チカｰド･システムを採用する必要がある.米国地質

調査所の装置は高分散能の大型装置を用い同時に多

元素の分析結果をパンチカｰドで記録し統計的な処理

と直結したシステムをとり直読式分光分析装置の性能

を最大限に有効に利用する試みとして注目される.

オｰストラリア鉱物資源局では1963年より直読式分光

分析装置を資源分析に適用すべく計画している.国連

のハンコックゼミナｰノレ報告によると岩石鉱物中の

次の33元素を直流アｰク法で土5～20%の精度で

揮発性元素の定量にはInを不揮発性の元素にはPd

を内部標準として製作されている.

������婉����扃�

�卮䙥���卲�����

�������爀

試料の粉砕混合操作を能率よく行なうためジョｰ

クラッシャｰ一一ノレ･ミルスウイング1ミル(Sieb･

techniktype)ブレンダｰ｡ミル(Picatype)スペッ

クスｰ5000グレン･クレストンｰM270(混合用)を設備.

X線螢光分析装置を併用する.

テｰプ･マシン法でも微量成分の分析が行なわれて

いる.スウェiデンでは試料5星をバッファｰδg

とスウィング1ミルで5分砕くバッファｰ組成は90%

餐夏五如夏

＼､

s附妄刈i榊一

図18デｰブマシンの特憧鰯

a:不揮発性元素

…:撃讐薬㍑燃

線で元素の性螂こ関

係なくなりスペクトル

線強度がi足となる

}､､�
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表3ペレット法によるRoub汕1tの微艦成分の分析結果

元素検出限度分析数平均値標準偏差変動係数%

三｢一一1511280i481i.6

������㌵�

��㌵���　

��������

���㌷〶���

�����椶�

����㌲㌮�

卲������

嘱〵�����

���㌰�㈶�

分析値の単位はppm

KC16%CdS(内部標準)4%RexoPon(刈ky1su1`

fOnate).以上の混合粉末をテｰプ･マシンでそのまま

スパｰク1キャップに送り1分間の読みをとる.精度

は土30%またはそれ以上によい.多数試料の地球化

学的仕事に応用できる.

ペレット法フランスのRoubau1tらは前述したよう

にテｰプ･マシン法で主成分析を行なっているカミそ

の装置に副次的に次の24元素の微量成分用のプログラ

ムを組み入れている.

�慂�����慌慌��戀

NiP1〕RhScSnSrTaVYYbZnZr

内部標準として(Ni)(Co)(In)(La)(Mo)

分析試料を炭酸リチウムと棚酸で熔融し粉砕後グラ

ファイトと混合しペレットをつくる.発光励起条件

g80V360mH52mF50Ω変動係数は平均22%

(5.6～40.0%)

7.わが国の地質調査所における試作装置

筆者らの研究室では昭和40年3月より岩石･鉱物分

析用の直読式分光分析装置を毛なえ研究中である.

装置は日本ジャｰレル･アッシュ社製のコンパクト･

アトムカウンタｰに特殊設計を行ない総計40本の光電

子増倍管を組み入れた.光電子増倍管の組みこみ数の

図20米国地質調査所の夏CIAOS型直読式分光分析装置

��

表4

地質調査所(J叩an)の分析プログラム
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IS-4(一)%･酸化物としての含量範

IS-3圖

IS-2その他は元素としての含量範囲

IS-1*不確定値その他は実測値

点では本邦で最大である.分析プログラム表に示すご

とく瑳酸塩主成分と微量成分それに若平の資源鉱物の

分析が行えるようになっている.内部標準線は表のご

とく5本が設置され選択スウィッチの切り換えで各

プログラム紀ついて自繭に組み合わせることができ不

要の場合はもちろん内部標準なしの分析もできる｡岩弔

石･鉱物試料のごとくその種類もま淀定量元素の内

容も変化に窟むような揚合上記のようなイオン線

アｰク線揮発度の相違などを考慮した各種の内部標準

線をそなえておけばその適用紀おいて慧わめて便利で

ある.試料の前処理の方法発施励趨法定量元素の

揮発度などを考慮して最適の分析条件が容易に選択で

きるからである.�
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当所のコンパクト･アトムカウンタｰは既設のジャ

コｰ3.4mエバｰト型分光分析装置とL字型に組み合

わされて設置され発光装置はエバｰト側にある直

流アｰク高圧交流アｰクユニ･アｰクイグナイト

交流アｰク高圧スパｰクにさらにコンパクト･ア

トムカウンタｰ側にマノレチソｰス(中野電子)をそな

え全部で6種類の発光方法が使用できる.

測定結果は数値放電管によるディジタル表示と同時に

5桁の数字で印字記録され記録計による光電流の時間

的変化も測定できる.

筆者らはここ一年間で装置の組み立て調整を終え

4.の項で述べたごとくペレット法による主成分分析の

検討をほぼ完了した.分析プログラム表にある微量成

分の定量範囲は筆者らの装置による実測値である.

8.おわりに

岩石･鉱物分析用の直読式分光分析装置とそめ適用例

･日本地学教育学会

1.昭和42年1正月26日～27目

2.第20回全国大会(大会

委員長米山芳成)

3.東京都立教育研究所(予

定)

4.日本地学教育学会

5.東京都立立川商等学校

高岡七五三雄

��〴㈵㈭���

･日本分光学会

1.昭和41年11月7目(月)～9目(水)

2.第2回応用スペクトロメトリｰ東京討論会

3.東京都立産業会館

4.応用物理質量分析目本化学目本分光目本分析

化学会共催

5.東京都渋谷区本町1-1東京工業試験所内

日本分析化学会東京討論係

･日本結晶学会

1.昭和41年10月18日(火)9.30～ユ9,30

2.シンポジウム｢特殊条件下の構造研究｣

国際結晶学会モスクワ会議報告座談会

3.名古屋大学工学部

4.日本結晶学会

5.東京都文京区本富士町1東京犬学理学部鉱物学教室

内目本結晶学会Te1(03-812-2111内線2418)

･日

�

㈮

㌮

4.､

本化学会

昭和41年10月17目(月)～20日(木)

日本化学会九州犬会

福岡市箱崎九州大学

5.福岡市箱崎九州犬学工学部応用化学教室

目本化学会九州支部事務局

についてその概要を紹介した.ペレット法のごとく

部分的にはやや詳しく紹介したものもある.このよ

うな機器分析の分野は今後もますます発展することは疑

いない.各装置の発展改良も必要であるカミ同時に

分析試料の粉砕熔融などの前処理を効果的に行なうシ

ステムの確立は重要である.Govindarajuのいうごと

く将来機器分析の分析能率は分析試料の調製スピ

ｰドに規制されるということは明白な事実であるから

である.また大型装置から生産される膨大なデｰタ

を統計的に処理するシステムを確立しなければ装置の

性能を最大限に利用できないであろう.

直読式分光分析装置を設置する場合できればX線螢

光分析装置を併置するとよい.分析元素やその含量

にょっていずれかの装置がすぐれた特長をもっため

である.

(筆者は技術部地球化学課および化学課)

日本化学会九州大会係中森一誠

Tel(092)64-1101内線3207

･日本地球化学会

ユ.

㈮

㌮

�

�

･日

�

2､

㌮

�

�

昭和41年10月13目(木)～16目(目)

地球化学討論会(1966年度)

金沢市丸ノ内金沢大学城内キャンパス

目本化学会目本地球化学会共催

金沢市丸ノ内1の1

金沢大学理学都放射化学研究室

討論会準備委員会TeI(076262-4281

本地質学会

昭和41年10月7目(金)～10月9目(目)

日本地質学会第73年総会祖らびに

議1筆套11/111111

内線199)

日本鉱物学会

金沢大学学生会館･同教養学部

目本地質学会目本岩石鉱物鉱床学会標本鉱山地質

学会員本鉱物学会共催

東京都文京区本富士町

東京犬学理学部地質学教室内

冒本地質学会快1(1)3-8ユ逐一鰯9)

･日本鉱業会･日本鉱山地驚学会

1.昭和41年10月15目(土)刈蝸(火)

2.秋季大会

3.岩手大学

4,5.東京都中央区銀座繭魯イ

社団法人目本鉱業会独1(03-572-5091)

〔注〕

1･開催弗月目2圭轟禽:嶺蓄｡金

4･主催讃§1遜縞兜

なお掲糊頓位は原稿到葡臓�


